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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —
Partie 4-16: Techniques d’essai et de mesure — Essai d'immunité
aux perturbations conduites en mode commun dans
la gamme de fréquences de 0 Hz a 150 kHz
AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation nposée
de Yensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiohau de Na C 1). Da a pour gbjet de
favgriser la coopération internationale pour toutes les questionsNde no i Ns les domaines de
I'éldctricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autre i j fmes Internatjonales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travé inté e par le
sujgt traité peut participer. Les organisations internationalef, gg on gouvernementgles, en
liaiqon avec la CEIl, participent également aux trava hisation
Internationale de Normalisation (1ISO), selon des condi 5.

2) Les|décisions ou accords officiels de la CE Q mesure
du possible un accord international sur les syj Studiés, Btaniydqnné gle les Comités nationaux intgressés
sont représentés dans chaque comité d’étude

3) Les| documents produits se présentent sols la 8 mandations internationales. lls sont [publiés
conjme normes, rapports techniques ou guid 5 gls par les Comités nationaux.

4) Darls le but d'encourager I'dnifi 55 nationaux de la CEIl s'engagent a applipuer de
facgn transparente, dan Q P ofmes internationales de la CEIl dans leurs jnormes
natijonales et régionales. e di [ a ngrme de la CEl et la norme nationale ou rdgionale
corfespondante doit étrg indt 3 irs\dans cette derniére.

5) La CEIl n’a fixé sabilité
n'egt pas engagé

6) L'aftention est attiréé\sur nt faire
I'objet de droits e\ p e pour
responsable de ne\pas\avujr idextifieNde

La Ngrme internat 61000-4-16 a été établie par le sous-comité 77A: Phénomeénes

basse|frg i

Elle cpnstitue . ale en

CEM ¢onformement ad Guide 107 de la CEI.

Le textende cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77A/201/FDIS 77AI221/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et C sont données uniqguement a titre d’'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-16: Testing and measurement techniques —
Test for immunity to conducted, common mode disturbances
in the frequency range 0 Hz to 150 kHz

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatig S ardization comprising
all pational electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj j romote
intefnational co-operation on all questions concerning standardization in t ica i€ figlds. To
this| end and in addition to other activities, the IEC publishes Internafiopnal S . Yhei ation is
entjusted to technical committees; any IEC National Committee in in ¥ jec th may
parficipate in this preparatory work. International, governmental aqd non i izati liaising

hization
he two

with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabora
for | Standardization (ISO) in accordance with conditions/determj
organizations.

2) Theg formal decisions or agreements of the IEC on feschni rsv express,” as nearly as possiple, an
international consensus of opinion on the reke bi fsal committee has represgntation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re ati inte iopal use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and tha ional Committees in that sensq.

4) In ¢rder to promote international unificatign, i njttees undertake to apply IEC Interpational
Stapdards transparently to i I eir national and regional standards. Any
divgrgence between the IEZ St ] Qrresponding national or regional standard shall be| clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no mprki inah i i for any
equipment declared to be in“ce i i N

6) Attgntion is dra
of patent rights.

subject

International Low-
frequgncy phenomena
It forms pg KC¥ i ication i e with

IEC Gluide 10

The tgxt of this_3tandaxd is based on the following documents:

FDIS Report on voting

(TATZULIFDIS (TAIZZ1IRKVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B and C are for information only.
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INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série CEl 61000, structurée comme suit:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie| 2: Environnement

Degcription de I'environnement
C
Nijeaux de compatibilité

gssification de I'environnement

Partie| 3: Limites

Li:[ites d’émission

Linpites d'immunité (dans la mesure ou elles n ités de produits)

Partie|4: Techniques d’essai et de mes§ure

Teghniques de mesure
Teghniques d’essai

Partie|5: Principes d’instaflatiox

Pripcipes d’installatio
Méthodes et di

Partie|6: Normes gé
Partie|9: Diver

Certaine
forme|dé

ur subdivisées en sections qui doivent étre publiées soif sous
ales soit sous forme de rapports techniques.

La prgsente\partie constitue une norme internationale indiquant les exigences en njatiéere
d'immpunité” et les pfocédures d’essai relatives aux perturbations de conduction en|mode
commjuny/dans la gamme du courant continu a 150 kHz.
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INTRODUCTION
This standard is part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Dégscription of the environment
Classification of the environment
Cgmpatibility levels

Part 3 Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the respens

Part 4 Testing and measurement techniques

Me¢asurement techniques
Tgsting techniques

Part 5 Installation and mitigation guide

Ingtallation guidelines

Mitigation methods andd

Part 6 Generic standa
Part 9 Miscellanei

Some
intern

shnical reports.

This par{_i i al standard which gives immunity requirements and test procq

relate comion mode disturbances in the range d.c. to 150 kHz.

e product committg

into sections which are to be published eith

bes)

er as

dures
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —
Partie 4-16: Techniques d’essai et de mesure — Essai d'immunité

aux perturbations conduites en mode commun dans
la gamme de fréquences de 0 Hz a 150 kHz

1 Domaine d'application

essaypr les performances des matériels électriques et élec
soumis a des perturbations par conduction en mode
d’alimgentation, de commande, de signhal et de communicatig

La prgsente norme définit

— la fension d’essai et la forme du courant;

— les|plages de niveaux d’essai;
— le matériel d’essai;
— le gircuit d’essai;

— les|procédures d’'essais

Pour ¢ertains types d'ascés)concernant pa ple des accés prévus pour étre utilisé 5 avec
des lig Stk bfinies
dans |
L'essai a des
pertur] its de
lignes b a la
terre/a
Les p de la
prése

De régllesinterférences dues a ces phénoménes de perturbations sont relativement|rares,
excepte dans Ies mstallatlons mdustrlelles Il est recommandé que Ies comltes de produit
étudien 3 3

justifiée (v0|r aussi I artlcle 3).

Cet essai n’est pas approprié pour les acces de matériels devant étre raccordés a des céables
courts (20 m ou moins).

L'immunité aux harmoniques et interharmoniques, y compris les courants porteurs de ligne, sur
les accés d’alimentation en courant alternatif (en mode différentiel) ne fait pas partie du
domaine d’application de la présente norme, mais est traitée par la CEl 61000-4-13.

L'immunité aux perturbations de conduction provenant d'émetteurs radioélectriques
intentionnels ne fait pas partie du domaine d’application de la présente norme, mais est traitée
par la CEI 61000-4-6.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-16: Testing and measurement techniques —
Test for immunity to conducted, common mode disturbances
in the frequency range 0 Hz to 150 kHz

1 Scope

This p
electr

The ¢
electr
power

This s

- tef
- ra
- tef
- te
- tef

$t set-up;

art of IEC 61000 relates to the immunity requirements and test methgds~for electric
bnic equipment to conducted, common mode disturbances in the rapge d.c. o 150K

bject of this standard is to establish a common and repko
cal and electronic equipment with the application of commg
supply, control, signal and communication ports.

tuxrba

tandard defines

5t voltage and current waveform;
nge of test levels;
5t equipment;

5t procedures.

For spme types of ports, be used with highly balanced
additipnal test provisions ay be ish A€t committee specifications.

The test is intended to ~ i nity of electrical and electronic equipment
subjegted to cor@ i bances such as those originating from pow
currernts and returtea

The d

standard.

Actua

plants|.

applyi

This t
length

isturbance £ mains systems are not included in the scope

es should therefore consider whether there is a justificati
eir Product/Product Family standards (see also clause 3).

bst-is_not relevant for equipment ports intended to be connected to short cables, hal
less than 20 m or less.

al and
Hz.

asis fox festing

tes to

lines,

when
er line

Df this

ustrial
bn for

ving a

The immunity to harmonics and interharmonics, including mains signalling, on a.c. power
ports (in differential mode) is not included in the scope of this standard and is covered by
IEC 61000-4-13.

The immunity to conducted disturbances generated by intentional radio-frequency transmitters

iS not

included in the scope of this standard and is covered by IEC 61000-4-6.


https://iecnorm.com/api/?name=298f80c994438fb54c24a3914e681ebc

- 10 - 61000-4-16 © CEI:1998

Certaines recommandations de I'UIT-T telles que la K17, K20 et K21 définissent des méthodes
similaires pour tester la résistance des matériels. Cependant, elles ne concernent que les
acces de télécommunication et traitent de I'induction de puissance a la fréquence du secteur
en courant alternatif ou des chemins de fer électrifiés.

Il est suggéré aux comités de produit de prendre en compte, autant que possible, les
recommandations ci-dessus lors de la définition de leurs normes produit.

2 Références normatives

Les dpcuments normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la reférence
qui y pst faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie deNla CEM$1000.

Au mgment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. rmatif
est syjet a révision et les parties prenantes aux accords fondés s , de la
CEI 6[L000 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les edl'os les gcentes
des dpcuments normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de 12" ssedent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 60050(161): 1990, Vocabulaire Electrotechnique 161:
Compgtibilité électromagnétique

CEI 60068-1: 1988, Essais d’environnement — P3

3 Généralités

Les pge . 3 burant
continu a 150 kHz peuven ur la |ab|I|te de fonctlonnement des martenels
et sygtémes installés dans | i £s de

produgtion électriques.

Seuls|les accé
présente norme doivent

étre soumis a des perturbations traitées dans la
pour I'application de ses exigences.

Les pe¢ i . piguement générées par
- le i SEROUN eriergie, avec sa fréquence fondamentale, ses harmonigues et
inter i '

clesironigues de puissance (tels que les convertisseurs de puissance), qui
vent injecster des perturbations dans les conducteurs de masse et les réseaux de mise a
la ferre-(via la>eapacité parasite et les filtres), ou bien provoquer une perturbatign par
induction’dans les lignes de commande et de signal.

Les perturbations a la frequence du secteur et les harmoniques sont principalement genérées
par le réseau de distribution d’énergie (courants de défaut et de fuite dans les systemes de
mise a la terre/a la masse).

Les perturbations a une fréquence supérieure a la gamme des harmoniques (jusqu’a 150 kHz)
sont principalement générées par des matériels électroniques de puissance, que l'on trouve
souvent dans les unités de production industrielles et électriques.

Le couplage entre la source des perturbations et les cables d’alimentation, de signal, de
commande, et de communication transfert ces perturbations vers les accés du matériel en
cours d’essai.

Etant donné que les couplages ci-dessus ne peuvent pas étre complétement évités, une
certaine immunité adéquate des matériels et systemes est nécessaire contre de telles
perturbations.


https://iecnorm.com/api/?name=298f80c994438fb54c24a3914e681ebc

61000-4-16 © IEC:1998 -11 -

Some ITU-T Recommendations, e.g. K17, K20 and K21, establish similar methods for testing
the resistibility of equipment; however, they are dedicated to telecommunication ports and deal
with power induction at frequency of the a.c. mains or electric railways.

Product Committees are advised to consider the Recommendations above, as far as
applicable, in preparing their product standards.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constifute provisions of this part of IEC 61000. At the time of publication, the-editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties eements’based
on this part of IEC 61000 are encouraged to investigate the possibility ¢ Rg thg most
recent editions of the normative documents indicated below. Members\of
registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(161): 1990, International Electrotechnical Vgcab aptenf 161:
Electrpmagnetic compatibility

IEC 60068-1: 1988, Environmental testing — Part 1:

3 General
The ¢ 3 r y may
influemce the reliable operation of efuip D areas,

industrial areas and electricz

% to be )subjected to the disturbances dealt With by

Only ﬂgose ports of an
oh of its requirements.

this standard shall be g

The d

—  the SYSte its fundamental frequency, significant harmonids and

- P9 .g. power convertors), which may inject disturbances into the
gr ] ing system (through stray capacitance or filters), or geperate
dig s insignal and control lines by induction.

At the
generated by=>th
earthipg,systems).

, and harmonics of the mains frequency, the disturbances are ysually
powier distribution system (fault and leakage currents in the ground and

At frequencies above the range of harmonics of the mains frequency (up to 150 kHz) the
disturbances are usually generated by power electronic equipment, which is often found in
industrial and electrical plants.

The coupling of the source of disturbances with the power supply, signal, control and
communication cables, transfer these disturbances to the ports of the equipment under test.

Because the coupling mechanisms defined above cannot be completely eliminated, it is
necessary for equipment to have adequate immunity to the disturbances.
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Suivant le type d’installation, les perturbations peuvent étre classées comme suit:

a) tension/courant a fréquence d’alimentation: courant continu, 162/3Hz, 50 Hz et 60 Hz;

b) tension/courant dans la gamme de fréquences allant de 15 Hz a 150 kHz (y compris les
harmoniques de la fréquence secteur).

La présente norme fournit les procédures d’essai pour les deux catégories de perturbations. Il
est recommandé de définir I'applicabilité des essais dans la norme produit.

Pour plus d’information concernant ces phénoménes, voir I'annexe A.

4 Ddfinitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 61000, les définitigr lisées
et s’appliguent au domaine restreint des perturbations par conducti dans
la gammme du courant continu a 150 kHz (ces définitions ng” Tig \ pa§ toutes” dans la

CEIl 60050-161).

4.1
EST
matér|el soumis a I'essai

4.2
matér|el auxiliaire (EA)
matér|el nécessaire pour installer toutgs les fongt

(fonctlonnement) de 'EST au cours de ’es

4.3

acces
interfgce particuligre
extérieur (voir fi )

t évaluer les performances cotrectes

gtique

4.4
couplage
interagction e

4.5
réseall desquplage
circuit électriqtie 'destiné au transfert de I'énergie d’'un circuit a I'autre

4.6
résealw de découplage
circuit électrique destiné a éviter que la tension d’essai appliguée au matériel en cours d’essai
n'affecte d’autres dispositifs, matériels ou systemes ne se trouvant pas en cours d’'essai

4.7

immunité (a une perturbation)

aptitude d’un dispositif, d'un équipement ou d’'un systéme a fonctionner sans dégradation en
présence d'une perturbation électromagnétique [VEI 161-01-20]
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Depending on the type of installation, the disturbances may be classified as follows:

a) voltage/current at power frequency: d.c., 1623 Hz, 50 Hz and 60 Hz;

b) voltage/current in the frequency range 15 Hz-150 kHz (including the harmonics of the mains
frequency).

This standard defines the test procedures for both the categories of disturbance defined above.
The applicability of the tests should be defined in the product standard.

Annex A contains more information on the phenomena.

4  Definitions

to the
hot all

For the purpose of this part of IEC 61000, the following definitions 4
restrigted field of conducted, common mode disturbances in the rang
of these definitions are included in IEC 60050-161).

4.1
EUT
equipment under test

4.2
auxiligry equipment (AE)

equipiment that is necessary for setting up
(operation) of the EUT during the test

séssing the correct performance

4.3
port
particular interface of

(see flgure 1) :
4.4

coupling
interagtion betweegn ci S g energy from one circuit to another

the external electromagnetic environment

4.5
coupling :
electrical ¢ ; purpose of transferring energy from one circuit to another

4.6
decouplihg-network
electr ircui
from affecting other devices, equipment or systems which are not under test

Pr test

4.7

immunity (to a disturbance)

ability of a device, equipment or system to perform without degradation in the presence of an
electromagnetic disturbance [IEV 161-01-20]
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5 Niveaux d’'essai

1:1998

La gamme préférentielle des niveaux d’essai, applicable aux accés des matériels en fonction
des différents types et sources de perturbations, est indiquée dans les paragraphes 5.1 et 5.2.

Les niveaux sont donnés pour les essais a la fréquence du secteur (courant continu, 162/3 Hz,

50 Hz

L'appl

et 60 Hz) et dans la gamme de fréquences 15 Hz-150 kHz en profil continu.

icabilité de chaque essai doit étre établie dans la norme produit.

La te
comm|
déséq

On trg

5.1 N

Les tableaux 1 et 2 définissent les niveaux d’essais pré

Les n
telles

Tal

hsion d'essai doit étre appliguée en mode commun aux acce
ande, de signal et de communication (la tension en mode dif
uilibre du circuit).

uvera en annexe B un guide de sélection des niveaux d’es

iveaux d’essai a la fréquence du secteur

veaux s'appliqguent a la tension d’essai en couxa inu et aux fréquences du s
que 162/3Hz, 50 Hz et 60 Hz.

leau 1 — Niveaux pour perturbations Tableau iveaux pour perturbation d
continues courte durée

pcteur

e

Nivé

—

SN G DY) b

au Tension d’essal en_circ \ eau Tension d’essai en circuit ouve
(ef V (eff)
10
Q 300
/\ écia Spécial

X hAWN P

NOTE
donné

30
- X est un ni Ce iveau ut étre NOTE — x est un niveau ouvert. Ce niveau ped
lans la norme donné dans la norme produit.

t étre

Pour dles pefturbati

est de
applic

L'essg
50 Hz
annex

100
}@ durée, la durée normale pour chaque perturbation app
nor

1 ) Ie es de produit peuvent spécifier des durées différentes po
ati

i doit &tre a I'une ou plusieurs des fréquences suivantes: courant continu, 16
ou(60 Hz, sefon la fréquence secteur applicable a I'emplacement du matérie

e A)' I’essal 162/3 Hz n’'est appllcable que si le materlel concerné est destiné

liguée
ur des

P/3 HZ,
(voir
Q étre

utilisé

<l &l £ + £
'JICQ UCT TCOTAUA UT VUICO TTCTTTTO UHCIGIIL A \JULLC ||cu|ucu\.,c

Le niveau d’essai ne doit jamais dépasser la tension d’essai indiquée dans la norme produit.

Pour t

oute information concernant les niveaux d’essai proposés, voir I'annexe B.
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5 Test levels

The preferred range of test levels, applicable to equipment ports as a function of the different

types

and sources of disturbances, is given in 5.1 and 5.2.

The levels are given for the tests at the mains frequency (d.c., 1623 Hz, 50 Hz and 60 Hz) and

in the

frequency range 15 Hz-150 kHz.

The applicability of each test shall be defined in the product standard.

The tpst voltage shall be applied in common mode to power supply, oRrtrol, signJiI and
communication ports (the differential mode voltage is dependent on the cir halance).
A guide for the selection of the test levels is given in annex B.
5.1 [Test levels at mains frequency
Tables 1 and 2 define the preferred test levels.
The lelvels apply to test voltage at d.c. and at the mains ffreq ie¥ , 50 Hz and 60 [Hz.
Table|1 — Levels for continuous disturbatic Table 2 '
disturbance
Level Open circuit test voltage Open circuit test voltage
V (r.m.s.) V (r.m.s.)

1 5 1 10

2 3 2 30

3 3 100

4 0 ~— 4 300

b Special X Special
NOTE t x is an opv is leve\ ma ined NOTE - x is an open level. This level may be defined
in the groduct standar in the product standard.
For short durati the/normal duration for each applied disturbance i$ 1 s;
howeVer, pro m speufy different durations for specific applications.
The tgst ried oyt at one or more of the following frequencies: d.c., 1623 Hz, 50| Hz or
60 Hz{ ac relevant mains frequency in the equipment location (see annex A); the
test af 1623 iS thexefore only applicable where the equipment is intended to be used|in the
proxinmity of rail systems at this frequency
The tgstievel shall not exceed the test voltage defined in the product standard.

Information on the proposed test levels is given in annex B.
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5.2 Niveaux d’essai dans la gamme de fréquences 15 Hz-150 kHz

Les niveaux d’'essai préférentiels sont indiqués dans le tableau 3.

Tableau 3 — Niveaux d’essai dans la gamme de fréquences 15 Hz-150 kHz

— a plartir de la fréquence 15 Hz, le niveau diminue jusqu

— le piveau est constant entre 150 Hz et 1,5 kHz;
— le miveau augmente entre 1,5 kHz et 15 kHz & rai
— le piveau est constant entre 15 kHz

Le prqfil de la tension d’essai est repré

Aucun

essai dans cette gamme d

6 Matériels d’essai

6.1 Q

Les qaractéristiq

paragfaphes 6.1.

Les ggn €n mesure d'éviter I'’émission de perturbations qui pou
avoir |u e résultat des essais si elles étaient injectées dans le 1
d’alimentati

Niveau Profil de la tension d’essai (en circuit ouvert)
V (eff)
15 Hz-150 Hz 150 Hz-1,5 kHz 1,5 kHz-15 kHz 15 kHz-150 kHz
1 1-0,1 0,1 0,1-1 1
2 3-03 0,3 03-3 3
3 10-1 1 1-10 10
4 30-3 3 3-30
X X X X X

NOTE - x est un niveau ouvert. Ce niveau peut étre donné dans la spécinu [&Q)N

fil de la tension d’essai par rapport a la fréquence (voir I’ poyr infor i0

ant:

20 dB/déq

niveau d'essai n’est défini en-d

énérateurs

d’essai pour chacun des essais sont donnée

n) est

ade;

car un

S aux

raient
éseau

aractarric tanarfarioa A A Al Aoty Ol H eakeant =t JE-VN1
T T It

6.1.1

oo o o B acala B a
caraCTCT ISt UC S CT PO oo TS Ot g TheTatC o poUtT coSTarS o cuUTTarc C ot o

Ce générateur d’essai se compose généralement d'un bloc d’alimentation en courant continu a

tensio

Génér

— forme d’onde:

n de sortie variable et d'un interrupteur temporisé pour les essais de courte durée.

ateur pour perturbations continues

— gamme de tension de sortie en circuit ouvert: 1V (10 %) a 30 V (+10 %);
— impédance: 50 Q (£10 %).

courant continu, ondulation inférieure a 5 %;
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5.2 Test levels in the frequency range 15 Hz-150 kHz
Table 3 defines the preferred test levels.
Table 3 — Test levels in the frequency range 15 Hz-150 kHz
Level Profile of the test voltage (open circuit)
V (r.m.s.)
15 Hz-150 Hz 150 Hz-1,5 kHz | 1,5 kHz-15 kHz | 15 kHz-150 kHz

1 1-0,1 0,1 01-1 1

2 3-03 0.3 03-3 3

3 10-1 1 1-10 10

4 30-3 3 3-30

X X X X X

NOTE - x is an open level. This level can be given in the product specific;zﬂsb\ \

The profile of the test voltage in relation to frequency (see atigh)| is as
follows:

The pr

No te
consiq

starting from the frequency 15 Hz, the level decreases
the
the
the

level is constant from 150 Hz to 1,5 kHz;

5t level is defined below 15 Hz,
ered to be relevant.

6 Test equipment

6.1 [Test genem@

The fdg each specific test are given in 6.1.1, 6.1.2 and 6.1{3.
The gp ions to prevent the emission of disturbances which, if injected
in the influence the test results.

Inform pedance of the test generators is given in annex A

6.1.1 | Chiaracteristits and performance of the generator for d.c. tests

The tast gnnnr:fnr f\lplr‘ﬁ”\l consistsof-a—d.c- nn\Alnr Cllppl\l unit \Allfh variahla nllfpllf \lr\lf:nr e and

a time controlled switch for the short duration test

Generator for continuous disturbance

op
im

waveform:

direct current, ripple less than 5 %;
1V (-10 %) to 30 V (+10 %);
50 Q (£10 %);

en circuit output voltage range:

pedance:
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Générateur pour perturbations de courte durée

— forme d’onde: courant continu, ondulation inférieure & 5 %;
— gamme de tension de sortie en circuit ouvert: 10V (=10 %) a 300 V (+10 %);
— impédance: 50 Q (£10 %);
— temps de montée et de descente de la
tension de sortie a la mise en marche/a l'arrét: entre 1 et 5 ps.

Le schéma de principe du générateur d’essai se trouve a la figure 3.

6.1.2 |Caractéristiques et performances du générateur pour essais a la frég
secteur: 16 2/3Hz, 50 Hz et 60 Hz

Le générateur d’'essai se compose généralement d'un transformatg a
réseal de distribution), d’un transformateur d’isolement et d'un inte tepoxisé pour les
essaig de courte durée; l'interrupteur doit étre synchronisé sur late - a_0°®

Généiateur pour perturbations continues

— forme d’onde: e

— gamme de tension de sortie
en circuit ouvert (efficace):

— impédance:

— fréquence: ence secteur sélectionnée.

Généfateur pour perturbatjd

ginusoidale, distorsion harmonique totale

inférieure a 10 %;

— forme d’onde:

— gamme de te
(efficace):

— impédance:

10 V (—10 %) & 300 V (+10 %);
50 Q (+10 %);

— fréquence: fréquence secteur sélectionnée;
- mjlrche/a ét de fo)y ortie: synchronisé au passage par zéro (0° {5 %).
Le schér générateur d’'essai se trouve a la figure 4.

6.1.3 |Caracteristiqueg et performances du générateur pour essais dans la gamme
de fréquences’15 Hz-150 kHz

Le géntratetr—dessa—se—compese—gentralement—arur—genérateur—de—Ssighrat—eapable de
couvrir la bande de fréquence concernée. Il doit avoir des possibilités de balayage automatisé
de 1 x 10-2 décade/s ou plus lentes ou, dans le cas d'un synthétiseur, il doit pouvoir étre
programmeé par pas liés a la fréquence et égaux a 10 % de la précédente valeur de fréquence.

Il doit également pouvoir étre réglé manuellement.

Spécifications

— forme d’onde: sinusoidale, distorsion harmonique totale
inférieure a 1 %;

— gamme de tension de sortie en circuit ouvert (eff): 0,1 V (=10 %) a 30 V (+10 %);

— impédance: 50 Q (10 %);

— gamme de fréquence: 15 Hz (=10 %) & 150 kHz (+10 %).
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Generator for short duration disturbance

— waveform: direct current, ripple less than 5 %;
— open circuit output voltage range: 10 V (=10 %) to 300 V (+10 %);
— impedance: 50 Q (£10 %);
— rise and fall time of the output voltage at
on/off switching: between 1 to 5 ps.

The schematic in principle of the test generator is given in figure 3.

6.1.2

The t
distrib
durati

Genef

— W4

— impedance:

— freg
Genel

- W4

— freg

— on

The s

6.1.3

en circuit output
— impedance:

Characteristics and performance of the generator for tests at mains
1623 Hz, 50 Hz and 60 Hz

est generator typically consists of a variable transformer
ution network), an isolation transformer and a time contr
DN test; the switch shall be synchronized at 0° of the main

ator for continuous disturbance

veform:
en circuit output voltage range (r.
guency:

ator for short duration disturbance

veform:

10 V (=10 %) to 300 V (+10 %);
50 Q (10 %);

guency: selected mains frequency;
off switchifg ~ : synchronized at zero crossing (0° £ 5 ¢
chema test generator is given in figure 4.

d)performance of the generator for tests in the frequency

The test (generatortypically consists of a waveform generator capable of coverin

frequd

ngy band of interest. It shall have an automated sweep capability of 1 x 10-2 decag

mains
short

g the
els or

slowe

being

H +la £ +la H o lal £ o pu | o f
o the—case—or—a SynmestZzetT—oe—Capanre—or—oetmg—programmet—win—regtiency-

dependent step-sizes of 10 % of the preceding frequency value. It shall also be capable of

set manually.

Specifications

— waveform: sinusoidal, total harmonic distortion less
than 1 %;

— open circuit output voltage range (r.m.s.): 0,1V (-10 %) to 30 V (+10 %);

— impedance: 50 Q (10 %);

frequency range: 15 Hz (=10 %) to 150 kHz (+10 %).
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6.2 Vérification des caractéristiques des générateurs d’essai

1:1998

Afin de pouvoir comparer les résultats de différents générateurs d’essai, ils doivent étre
calibrés ou vérifiés pour les caractéristiques les plus importantes.

Les caractéristiques suivantes doivent étre vérifiées:

— forme d’'onde de la tension de sortie;

— impédance du générateur;

— précision de la fréquence;

— prgcision de la tension de sortie en Circuit ouvert,

- te
ap

Les v
ou de
de 1 N

La pré

6.3 H

acces
résea
néces|

6.3.1
6.3.1.

Pour
pour
coupld
coupld

La fig
est de

(n = 2).

Les ¢

d’un gcces-doivent &

ps de montée et de descente de la tension de sortie a la mi
licable).

tout autre instrument de mesure équivalent disposant d’
IHZz.

cision du matériel de mesure doit étre d’au moin

éseaux de couplage/découplage

d’alimentation, d’entrée/sortie (si

e équilibrés avec une tolérance de 1 %.

on (si

scope,

imimale

N, aux
. Les

Ix de découplage empéchent d’ liaires
Saires a la réalisation de I'essai.

Réseaux de couplag

| Réseau de co

’aIimentat@e oritrée/sortie, le réseau de couplage se conjpose,
Chaque con se et d'un condensateur en série. Les réseaux de
ge de chaq ghnectés en paralléle de facon a former le résgau de
ge de I’

lire 6 e circuit d'un réseau de couplage, la valeur du condengateur
C ance est de R =100 Q x n, ou n est le nombre de condugcteurs
bndensatey les résistances pour chaque conducteur dans le réseaux de codiplage

Pour

is en

‘esSai de tension en courant continu _les condensateurs de 1 0 pE doivent éire o

court-circuit.

NOTE - Pour I'essai de tension en courant continu sur un accés de signal, I'impédance du réseau de couplage peut
étre la cause d’'une dégradation du signal utile.

Pour les cables blindés, le signal d’essai est injecté directement sur le blindage du cable, aussi

aucun

réseau de couplage n’est nécessaire (voir figure 6).
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6.2

Verification of the characteristics of the test generators

In order to make it possible to compare the results dealing with different test generators, they
must be calibrated or verified for the most essential characteristics.

The following generator characteristics must be verified:

- ou
- ge

tput voltage waveform;
nerator impedance;

— frequency accuracy;

— opfen circult output voltage accuracy;
— risfe and fall time of the output voltage at on/off switching (where applj

The vgrifications shall be carried out with voltage probe and oscillpscope ok ofher equi

meas
The a

6.3

The ¢

supply
netwo
perfor,

6.3.1
6.3.1.

For pd
of a rdg
in par

Figurg
and tH
equal

The ¢
shall I

For the d.e: voltage

rement instrumentation with 1 MHz minimum bandwidth.
ccuracy of the measuring equipment shall be better tha

Coupling/decoupling networks
pupling networks enable the test voltage tg be
, input/output (signal and control).and con

ks prevent the application of ¢heNest vo
m the test.

Coupling networks
I Coupling network fo L i foutput ports

wer supply and input/Q \ ¢ uphhg network for each conductor is com
sistor and apa Y i * pling networks of each conductor are con
hllel to forr@

6 shows a i oupling network, the value of the capacitor is C =
e resistor i ( e n is the number of the conductors (n is greater t

to 2).
2 e resjstors for each of the conductors in the coupling network for
e ma érance of 1 %.

gst the 1,0 uF capacitors shall be short-circuited.

NOTE -

- When performing the d.c. voltage test on a signal port, the impedance of the coupling network ma:

the operating signal to be degraded.

valent

power

upling
ed to

posed
ected

1,0 uF
han or

a port

cause

For screened cables, the test signal is injected directly onto the cable shield, so no coupling

netwo

rk is required (see figure 6).
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6.3.1.2 Réseaux de couplage pour acces de communication

Pour les accés de communication et autres acces prévus pour la connexion a des paires
symétriques (paires simples ou multiples), le réseau de couplage est un réseau en T.

La figure 5 montre un schéma de circuit pour un réseau en T. La valeur du condensateur est
C = 4,7 pF, larésistance est R = 200 Q et I'inductance est L = 2 x 38 mH (enroulement bifilaire).

Les composants du réseau en T doivent étre équilibrés avec une tolérance telle que le réseau
en T ne dégrade pas significativement le taux de réjection en mode commun de I'EST.

NOTE - Il est possible de produire des réseaux en T aptes a l'utilisation avec un taux de réjection en mode
commun supérieur a 80 dB, dans ce cas, il est recommandé que la norme produit propose un autre mode de

couplage.
6.3.2 |Dispositifs de découplage
6.3.2.1 Caractéristiques générales
La fomction d'un dispositif de découplage est d’isoler I'EA et/Qu le~si es en
essai i i ou au
simulg
La ply mode
comm
Des ¢ les de
dispog mples
de dis
6.3.2.
Les spécifications d’isole 5 i us les
types » !
— caf

et 9
- dé

dafs la gamme
Les d ‘essai
est a
La réj S pmun du dispositif de découplage doit étre aussi importanfe que
possil ST.
Pour |certains disposSitifs complexes, tels que les coffrets d'alimentation constituéq d'un
transfprimateur d’isolement et d’'un convertisseur alternatif — continu, les exigences [de ce
paragraphe-sapphauenrt-egalement

En ce qui concerne les lignes symétriques, le réseau en T spécifié au paragraphe 6.3.1.2
fournit un découplage effectif dans la gamme de fréquences 10 kHz a 150 kHz. Au-dessous de
10 kHz, un dispositif de découplage est encore exigé.

7 Installation d’essai

Les spécifications de l'installation d’essai sont données pour;

— les connexions de mise a la terre;

— les matériels en cours d’essai (EST);

— le générateur d’essai;

— le réseau de couplage et de découplage (dispositifs de découplage/isolement).
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6.3.1.2 Coupling networks for communication port

For communication ports and other ports intended for connection to balanced pairs (single or

multip

le pairs), the coupling network is a T network.

Figure 5 shows a schematic circuit for a T network. The value of the capacitor is C = 4,7 pF,
the resistor is R = 200 Q and the inductor is L = 2 x 38 mH (bifilar winding).

The components of the T network shall be matched with a tolerance such that the T network
does not significantly degrade the common mode rejection ratio of the EUT.

NOTE t It may be possible to produce T networks suitable for use with common mode rejection ratios |greater
than 8(Q dB, in which case the product standard should define an alternative coupling metho
6.3.2 | Decoupling devices
6.3.2.1 General characteristics
The fynction of the decoupling device is to isolate the AE and/or simiqtok frol t T port
under|test and thereby prevent the application of the test va 3 or.
The most important characteristic of a decoupling deyice is it5\eo N over
the frequency range 0 Hz to 150 kHz
Both active and passive isolation detices\are include
amplifiers and opto-isolators, whilst exalple rmers
and translators.
6.3.2.2 Specifications
The igolation and decg pes of
operating signals, are:
— input to outp@i [

ingulation withstar 1 kV, 50/60 Hz, 1 min;
— common modg’decq 3

in the range 15 H215Q : 60 dB.
Decouypling d od insulation withstand capability may be used when testing at
levels|bg
The cpmmon'® gjection of the decoupling device shall be as high as possible in ofder to
minimfize the-degradagion of the common mode rejection ratio of the EUT port.
The requirements of this subclause also apply to complex devices, such as a power supply unit
COmpOSed by an isolation transtormer and an a.c. to d.C. COnverter.

For balanced lines the T network specified in 6.3.1.2 provides effective decoupling into the frequency
range 10 kHz to 150 kHz. A decoupling device is still required for frequencies below 10 kHz.

7 Test set-up

The test set-up specifications are given for

— earthing connections;

uipment under test;

— test generator;

- CoO

upling and decoupling network (decoupling/isolation devices).
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7.1 Connexions de mise a la terre

Les prescriptions de mise a la terre de sécurité des EST, des matériels auxiliaires (EA) et des
matériels d’essai doivent toujours étre respectées.

Les EST doivent étre connectés au systéeme de mise a la terre conformément aux
spécifications du fabricant. Le générateur d’essai, les réseaux de couplage et les dispositifs de
découplage doivent étre raccordés a un plan de référence de masse (PRM) ou a une borne de
terre commune. La connexion de mise a la terre du PRM ou a la prise de terre commune doit
avoir moins de 1 m de long.

7.2 atériels en cours d’essai

Les matériels en cours d'essai doivent étre disposés et raccordé Remerft aux
spécifjcations d’installation des matériels.

Les acces d’alimentation, d'entrée/sortie et de communicatig i [ cordés aux
sources d'alimentation, de commande et de signhaux par i haxj positifs de
découplage/isolement (voir 6.3.2).

Les s|gnaux d’exploitation destinés a faire fonctionper les geuvent étre fournis par les
matér|els auxiliaires ou par un simulateur.

On dpit utiliser les cébles indiqué , atériels; en l'absen¢e de
spécifijcations, on doit adopter des - i du /type approprié aux signaux
conceynés.

La lorjgueur des céables n’g i - assai, sauf dans le cas des cables blindés
(voir 8.2). Pour les céables bli i e pécifie la longueur maximale du |cable,
cette longueur doit étrenytilisée; cas, un cable de 20 m doit étre utiligé.

7.3 Générateurs

Le ggnérateur d'ess {é au réseau de couplage ou a la résistance de
couplage, commeAngi i

7.4 Dispositfs de.découpl

Les dispgsitifs_ o age/isolement doivent étre connectés entre tous les acces des EST a
essaypr et i

Des dispositifs dédiés de découplagel/isolement ne sont pas exigés si I'EA ou les sourges de
puissqnce sont isolés.

NOTE - Il convient que les dispositifs de découplage/isolement soient implantés a c6té des cables, prés de I'acces
du matériel auxiliaire, de fagon a utiliser les extrémités des cables fournis sans devoir les couper.

Dans le cas des lignes blindées (par exemple, des cables coaxiaux), le générateur doit étre

raccordé directement au blindage (des résistances ou condensateurs en série supplémentaires
ne sont pas nécessaires).

8 Procédure d'essai

La procédure d’essai comprend

— la vérification préliminaire du bon fonctionnement du matériel;
— I’'exécution de I'essai.
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7.1

Earthing connections

The safety earthing requirements of the EUT, of the auxiliary equipment (AE) and of the test
equipment shall be complied with at all times.

The EUT shall be connected to the earthing system in accordance with the manufacturer's
specifications. The test generator, the coupling networks and the decoupling devices shall be
connected to a Ground Reference Plane (GRP) or to a common earth terminal. The earth

connection to the GRP or to the common earth terminal shall be less than 1 m in length.

7.2 Equipment under test

The gquipment under test shall be arranged and connected according 'L)ment
installption specifications.

The ppwer supply, input/output and communication ports shall be conn ces of
power supply, control and signals via the decoupling/isolation de¥ic

The olperating signals for exercising the EUT may be protided\p ent or
simulator.

The g¢ables specified by the equipment manu ce of
specifjcations, unshielded cables shall be blved.
The cpble length is not relevant for thetest, 2 8.2).
For shielded cables, where the manuf length
shall e used; in all other cases, the cal

7.3 [Test generators

The tgst generator sha pcified
in clayse 8.

7.4 Decoupling/isgla

The decoupling/iss gll be connected between all the EUT's ports to be tested
and the corre \ 5 gower source.

Dedicatéd_detqQup ion devices are not required if the AE or the power sourcés are
isolated.

NOTE |- The“decoupling/iSolation devices should be located on the side of the cables near to the guxiliary
equipmlent,porf, in order to use the normal terminations provided with the cables without the need to cut thenp.

In the-caseof-shtetdedtimes{eg—coaxtatcabtes)thegenerator—shat-be—directlyconnected to
the shields (no additional series resistor and capacitor are required).

8 Test procedure

The test procedure includes

— preliminary verification of the correct operation of the equipment;

- eX

ecution of the test.
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8.1 Conditions de référence en laboratoire
Afin de minimiser I'impact des paramétres liés a I'environnement sur les résultats des essais,

ceux-ci doivent étre réalisés dans des conditions de référence climatiques et électromagnétiques
indiquées en 8.1.1 et 8.1.2.

8.1.1 Conditions climatiques

Les essais doivent étre réalisés dans des conditions climatiques standard, conformément a la
norme CEI 60068-1:

— humidité relative: de 25 % a 75 %;
— prgssion atmosphérique:  de 86 kPa (860 mbar) a 106 kPa (1 0604

NOTE + Toutes les autres valeurs sont indiquées dans la spécification produit.

Les EBT doivent fonctionner dans les conditions climatiques poy

8.1.2 |Conditions électromagnétiques

Les conditions électromagnétiques du laboratoire ng ycer les résultals des

essais.

8.2 Hxécution de I'essai

L'EST]| doit étre placé dans des conditions— ent normal.

Les egsais doivent avoir li alime d’essais qui doit indiquer

— le type d’essai;
— le piveau d’essai;
- la Iurée de l’

— les|acces de I'ES?
— les eprésentatives de I'EST;
— les
L'alim les autres grandeurs électriques fonctionnelles doiver|t étre
appliq 3 de leurs plages assignées. Si les sources réelles des signaux
d’explpitati (\pas“disponibles, elles peuvent étre simulées.

Les ptincipales étapes de la procédure d’essai sont les suivantes:

— Vvérificationm pretinmmaire aes performances ues Materners;

— connexion des réseaux de couplage et des dispositifs de découplage aux acces des EST a
essayer;

— vérification des performances de fonctionnement des signaux d’entrée, si nécessaire;
— application de la tension d’essai.

La configuration d’essai peut affecter les conditions de fonctionnement des acces
d’entrée/sortie de I'EST. Ces nouvelles conditions doivent étre considérées comme la
référence dans I’évaluation de I'influence de la tension d’essai.

La tension d’'essai doit étre appliquée pendant une durée suffisante permettant d’effectuer au
moins une vérification compléte des performances de fonctionnement de I'EST. Pour des
essais de courte durée, (de typiquement 1 s), la tension d’essai doit étre appliquée de facon
répétitive jusqu’a ce que ce critére soit atteint.
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8.1

Laboratory reference conditions

In order to minimize the impact of environmental parameters on test results, the tests shall be
carried out in climatic and electromagnetic reference conditions as specified in 8.1.1 and 8.1.2.

8.1.

1

Climatic

conditions

The tests shall be carried out in standard climatic conditions in accordance with IEC 60068-1:

h their
d.

to be

— ambient temperature: 15 °C to 35 °C;

— relative humidity: 25 % to 75 %;

- at||nospheric pressure: 86 kPa (860 mbar) to 106 kPa (1 060 mbar)

NOTE + Any other values are specified in the product specification.

The EJT shall be operated within its intended climatic conditions.

8.1.2 | Electromagnetic conditions

The e|ectromagnetic conditions of the laboratory shall not if sults.

8.2 [Execution of the test

The EJT shall be configured for its norm

The tgsts shall be performed according to

— type of test;

— test level;

— test duration;

— EUT's ports to be te

— representative

— auxiliary equipme

The ppwer suppl

rated range. F'ih

The mai

— preliminaryerification of equipment performances;

— cophnectign of the” coupling networks and decoupling devices to the EUT's ports
tested,

- ve ifiuatiun Uf thc upcﬂatilly pleUIIIIaIIbCD Uf ;IllJut D;ylla:b, If IICbCDbaIy,

application of the test voltage.

The test configuration can affect the operating conditions of the 1/O ports of the EUT. These
new conditions shall be considered as references in the evaluation of the test voltage
influence.

The test voltage shall be applied for a period of time sufficient to allow a complete verification
of the EUT's operating performance. For short duration tests (of typically 1 s duration), the test
voltage shall be applied repeatedly until this criterion has been met.
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L’'essai dans la gamme de fréquences 15 Hz-150 kHz débute a 15 Hz; la vitesse de balayage
ne doit pas dépasser 1 x 10-2 décade/s. Lorsque le balayage de fréquence est incrémental, la
grandeur des pas ne doit pas dépasser 10 % de la valeur de départ puis 10 % de la précédente
valeur de fréquence.

Les performances de I'EST doivent faire I'objet d'une surveillance constante, et toute
dégradation sera mentionnée dans le rapport d’essai.

Le générateur d’essai doit étre raccordé a chaque acces, I'un aprés l'autre. Les accés qui ne
sont pas en essai doivent avoir les bornes d’entrée du réseau de couplage connectés a la terre
(voir figure 6).

Si I'appareil dispose d'un grand nombre d'acces similaires, on doit g bmbre

suffisqnt pour que tous les types d’extrémités soient représentés.

NOTE t Il est recommandé qu'un examen préliminaire soit effectué en appliquan Ia ten 'on de ia lagces de
terre d¢ 'EST dans l'installation complete décrite pour les essais de type. Les i 3ibily iilyen
a, seropt examinées acces par acces.

Les agces connectés a des cables non blindés doivent éf Pnsion

d’essai directement aux bornes de 'acceés.

drtie du génératepr doit

Dans |Je cas de lignes blindées (par exemple les c&
i en série supplémentaires

étre d’Lrectement reliée a I'’écran (des rg
ne somt pas nécessaires).

En ce nt), la
tension d’ i doit & iquée si 4 ehtxe toutes les bornes de 'accées et la terre
(moddg

Pour | it étre

appliqué
Duran
Un sc

La tensi

— alin

— enfrée et sontie;

Les pé

L'essai peut produire des situations dangereuses dues a la tension d’essai utilisée ou au
courant de fuite a la terre: des dispositions de sécurité adéquates sont nécessaires afin

d’éviter tout risque pour les opérateurs.

9 Résultats des essais et rapport d’essai

Cet article sert de guide pour I'évaluation des résultats des essais et pour le rapport d'essai
relatif & la présente partie de la CEl 61000.

La variété et la diversité des matériels et des systemes a essayer rendent difficile I'établissement
des effets de cet essai sur les matériels et les systémes.
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The test in the frequency range 15 Hz-150 kHz starts from 15 Hz; the rate of sweep shall not
exceed 1 x 10-2 decade/s. Where the frequency is swept incrementally, the step size shall not
exceed 10 % of the start and thereafter 10 % of the preceding frequency value.

The performance of the EUT shall be continuously monitored, and any degradation shall be
recorded in the test report.

The test generator shall be connected to each port in turn. Ports not under test shall have the
input terminals of their respective coupling network connected to ground (see figure 6).

zlected

EUT in
by-port

NOTE
the con
basis.

The pprts provided by unshielded cables shall be tested by app ‘ irgctly to
the part's terminals.

In the irectly
conneg
To tes i ) i t voltage shall be applied
simult
For p using
the T

During brsed.

A gen
The tqg

— infg

— CQ

The p UT shall be verified against the requirements of the plan.

The tgst can'produce unsafe situations due to the test voltage involved or the leakage qurrent
to earfh;xadequate safety precautions are essential to avoid risks to operators.

9 Test results and test report

This clause provides guidance for the evaluation of test results and for the test report related to
this part of IEC 61000.

The variety and diversity of equipment and systems to be tested make the task of establishing
the effects of this test on equipment and systems difficult.
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Les résultats des essais doivent étre classés de la facon suivante, sur la base des conditions
d’'utilisation et des spécifications fonctionnelles du matériel soumis a l'essai, sauf en cas
d’exigences données par les comités de produit, ou les spécifications de produit:

a) comportement normal dans les limites de la spécification;

b) dégradation temporaire ou perte de fonction ou comportement autorécupérable;

c) dégradation temporaire ou perte de fonction ou comportement nécessitant I'intervention
d’un opérateur ou la remise a zéro du systeme;

d) dégradation ou perte de fonction non récupérable en raison d'une avarie du matériel
(composants) ou du logiciel, ou perte de données.

L'application des essais définis dans cette partie de la CEI 61000 ne doit pas rendre le mLatérieI

danggreux ou peu sdar.

Dans |le cas d'essais de réception, le programme des essais leurs
résultats doivent étre décrits dans la norme de produit spécifiquex

En général, le résultat est positif si le matériel résiste penda tion a
I'essal et remplit, a la fin de cette période, les exige i bar la
spécifjcation technique.

La specification technique peut définir les effets g = gue\l’'on\peut considérer comnje non
significatifs et donc acceptables.

En cg qui concerne ces effets, il faut e
capacjté de fonctionnement par lui-méme a la fimde griode d’essai; il faut donc mesdrer le
laps de temps pendant lequel le maténel ne di K de sa capacité de fonctionngment.
Ces vgrifications sont obligatoi efinitiyement les résultats des essais.

iel est capable de retrouyer sa

Le rapport d’essai doit [ itions-d’essai et les résultats de I'essai.

9
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The test results shall be classified on the basis of the operating conditions and the functional
specifications of the equipment under test, as follows, unless different specifications are given
by product committees or product specifications:

a) normal performance within the specification limits;

b) temporary degradation or loss of function or performance which is self-recoverable;

c) temporary degradation or loss of function or performance which requires operator
intervention or systems reset;

d) degradation or loss of function which is not recoverable due to damage of equipment
(components) or software, or loss of data.

Equipment shall not become dangerous or unsafe as a result of the app ion of.thg tests

defingd in this part of IEC 61000.

In the[case of acceptance tests, the test program and the interpretat 5 shall
be desgcribed in the specific product standard.

As a deneral rule, the test result is positive if the equipme ' \ \ity throughqut the
period onal requirements
establ

The td E t may_be considered insignificant
and th

For th
capab
its full

iS able to recover its opgrative
al during which the equipment loses
"hese verifications are binding f{or the

The tq

9
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Acces d'entrée Acces enveloppe Accés de sortie

Entrées analogiques

haut niveau

Communication Donné Sy
numérique onnees

Communication et
paires symétriques

- =1
g T

Entrées digitales @ ? l—L
1
7T T
—

C.C.

+ o+

Alimentation

c.a.

Acceés de terre
(connection de terre spécifique)

NOTE + La positionter an de onfiguration possible des acces: sortie unique, isolde, etc.
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NOTE +

Input ports Enclosure port Output ports
Analog %D %
}
Digital @ T/ l—L
high level ?
. oo
Digital — EUT
communication Data I E
Communication :‘ %
and highly balanced g

d.c.

%

Power supply

a.c

:
i

\\Fo\m

Earth port
(dedicated earth connection)

The switch positi© siple configuration of the ports: single-ended, isolated, etc.

of equipment ports and configuration
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A
100 —+
niveau 4
10 —+ niveau 3
- . * niveau 2
1 . /
0,1
| | |
15 Hz 150 Hz 1,5 kHz f
Vr
O— O
Entrée Sortie
O — O
Vr:  réglage de ten
It: transformateur d$o
R/F: reldressement/filirag
C: cifcuit de commapde
ipe du générateur pour les essais en courant continu
It 50Q
: 1 O
Entrée Sortie

réglage de tension

C: circuit de commande

It: transformateur d'isolement

Figure 4 — Schéma de principe du générateur pour essais a la fréquence du réseau
(162/3 Hz, 50 Hz et 60 Hz)
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100 +

level 4

10 -+ level 3
.\ . o level 2

Input Q ’

. vel d
01 +
: : : AN NI : >
15 Hz 150 Hz 1,5 kHz N \1@>L<Hz f
Figure 2 — Profile of the
Vr 50Q
Output

=

O N
~_"
Vr:  vgltage regula
It: isplation transforser,
R/F: rdctification/filterinyg
C:  cqntrol circuit
he

n principle of the generator for d.c. voltage tests

It 500
i) N

Vr: voltage regulation
C: control circuit

It: isolation transformer

Figure 4 — Schematic in principle of the generator for tests at mains frequency
(1623 Hz, 50 Hz and 60 Hz)
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vers
I'EST

vers le générateur
d'essais

0Q

x 38 mH (bobinage bifilaire)

gure 5 — Schéma du réseau de coupla
les autres acces prévus po

¢/ communication et pour

paires fortement symétriques
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EST

Signal unique

entrée/sortie

Groupe de

signaux

entrée/sortie

lindée

b de
ication

ation

C=1,0
R =10
Exemp
NOTE +

.C.

Figure 6 — Circuit schématique pour essais de type

5.2).
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AE

Decoupling
devices

— 39—

EUT

Single signal

input/output

Group

of signals

input/output

C=1,0
R =10
Examp
NOTE +

© Shielddd line

urjication

a.c./d.c

power upply

1

Figure 6 — Schematic circuit for type tests
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Annexe A
(informative)

Sources de perturbations et mécanismes de couplage

A.1 Sources des perturbations

Les pvltulbat;ullb conduttes—ermr—motde—commt—a—tea fléqucnuc t—tréseat—et—atx fICb| ences
harmqgniques peuvent étre générées par des défauts sur le réseau de distfibution d’énergie et
par dgs courants de fuite dans le réseau de terre.

Le réseau d’alimentation en courant continu dans des installations igues et

des céntres de télécommunication peut aussi générer des pert un en
coura ctée a
la terrg.

La trag Hz).
Les p;s b. Les
différg > erents
niveay bati d’'un défaut, les niveaux de
pertur ' ' s les

conditions normales de fonctionneme a ns de
défau s

Armoniques peuvent affecter les acgés de
un est insuffisante.

Les p
signal

Les p¢ ' assertiellement dues aux harmoniques de la frégquence
du rég

A plu
électr
résea

rbations sont principalement dues aux équipgments
i peuvent produire des courants de coupure allant dans le
gmentation des perturbations conduites en mode commup.

A.2

Les m bacitif,
inductjf.‘et. résistif. Des dé nibles
danS 5 otHrage— tapactt—St—ra—1ghe——6€ lCée é.

Le couplage inductif, d0 & des champs magnétiques générés par la source de perturbation (par
exemple ligne d’alimentation, circuits de terre), produit souvent des perturbations significatives
dans les cébles de signal.

Le couplage résistif (ou par impédance commune) peut directement affecter les lignes de
signal, comme dans le cas d’'une source de signal référencée a la terre, ou peut injecter du
courant dans le blindage du céble de signal. Ce type de couplage peut apparaitre comme le
plus important, et quelquefois peut étre considéré comme inclusif des effets du couplage
capacitif et inductif.
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A.l

The
gener

the edrth system.

The d.c. power supply network used in industrial, electrical pla
centrgs may also generate d.c. common mode disturbances

Annex A
(informative)

Sources of disturbances and coupling mechanisms

Sources of disturbances

fam-ka-an—aa-ade—dictrha ot ainc fr At _haovoa oo

hted by faults on the mains power distribution system and Ieakage '

positiye or negative terminal is connected to earth.
Electrified railways will also generate disturbances at their freq
The induced disturbances are described in detail in IE

differgnt types of disturbances may be pre
Furthermore, if the power system de
10 times the reference levels given forxor ti nd|t|o S, however the fault condition

distur

The di
where| i

Distur

At hig

may p
mode

A.2

The
resisti
Capad(
to a tg

bances up to 1-2

her freque@
roduce switchi

disturbances.

ostly related to power electronic equipment,
e ground system, giving rise to conducted, co

itive coupling is not relevant where the signal lines have a reference to ground, e.
rmimpation to earth or to the presence of capacitive filters.

ay be
ing into

cation
br the

Hz).

-%. The

evels.
up to

ipment

which
mmon

ive and

0-2-3.
. due

Induc
power

Ve coupling, due to the magnetic Tields generated by the source of disturbances (e.g.

line, ground circuits), often produces significant disturbances in signal cables.

Resistive (or common impedance) coupling can directly affect signal lines, as in the case of
earthed signal source, or can inject current into the shield of a signal cable. This type of
coupling can appear the most relevant and sometimes may be considered inclusive of the
effects of capacitive and inductive coupling.
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